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Ubar, Raimund-Johannes Вычислительная техника 1982 / с. 103-104

О выборе контролируемых параметров
Ubar, Raimund-Johannes Автоматика и вычислительная техника : АВТ : научно-теоретический журнал 1971 / с. 28-32 : илл
https://www.ester.ee/record=b1908560*est

О генерировании тестов цифровых схем в реальном времени
Grigorjeva, Ksenja; Ubar, Raimund-Johannes XVII областная научно-техническая конференция по вопросам повышения
эффективности и качества систем и средств управления (май 1981 года) : тезисы докладов 1981 / с. 112

О минимизации средного времени обнаружения неисправностей в технических устройствах
Ubar, Raimund-Johannes; Maslennikov, V.P. Вопросы управления процессами. Ч.1 1971 / с. 136-142

О моделировании длинных входных последовательностей в дискретных устройствах, содержащих счетные
структуры
Ubar, Raimund-Johannes; Evartson, Teet Методы синтеза и диагностирования цифровых схем 1985 / с. 61-74

О проверке полноты контролирующих тестов цифровых схем
Ubar, Raimund-Johannes XV Областная научно-техническая конференция по системам и средствам управления, май 1979
года : Тезисы докладов Пермь / с. 74-75

О синтезе тестов для микропроцессорных БИС
Lohuaru, Tõnu; Ubar, Raimund-Johannes Проектирование и диагностика вычислительных средств 1987 / с. 30-42 : илл
https://www.ester.ee/record=b1273275*est

О снижении комбинаторных трудностей при синтезе тестов для цифровых автоматов
Ubar, Raimund-Johannes Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1983 / с. 111-119

О функциональном моделировании диагностических тестов в схемах ЦВМ
Vaher, V.; Ubar, Raimund-Johannes XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 133 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Об автоматическом синтезе тестов для цифровых объектов систем управления
Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes VII Всесоюзное совещание по проблемам управления, Минск, 21-25 ноября 1977. Кн.
3 1977 / с. 97-98

Об интерпретативном моделировании неисправностей в комбинационных логистических схемах
Viilup, Agu; Kitsnik, Peeter; Ubar, Raimund-Johannes Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с.
79-88 : илл https://www.ester.ee/record=b2190624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996

Об общей постановке задач тестовой диагностики цифровых схем
Ubar, Raimund-Johannes Труды по электротехнике и автоматике. 14 1976 / с. 69-73 https://www.ester.ee/record=b2190768*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa35e320-87b1-405b-9cac-3b90c51867d1

Об одной задаче упорядочения множества элементов на временной ОСИ
Ubar, Raimund-Johannes Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 8 1970 / с. 57-69 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189971*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f65c4042-b55d-4b5b-b9b9-8a70cac2957d/

Обобщенная модель альтернативных графов для синтеза тестов цифровых систем
Ubar, Raimund-Johannes Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1983 / с. 97-109

Обобщенный подход к многозначному моделированию цифровых схем на модели альтернативных графов
Voolaine, A.; Pall, M.; Ubar, Raimund-Johannes Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 23-37

Описание неисправностей цифровых устройств
Ubar, Raimund-Johannes Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 3-9

Описание ЦВМ моделью векторных альтернативных графов с целью синтеза диагностических микропрограмм
Ubar, Raimund-Johannes Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 11-20

Описание цифровых устройств моделью альтернативных графов
Ubar, Raimund-Johannes Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1980 / с. 11-33

Оптимизация процессов диагностирования цифровых устройств в реальном времени
Grigorjeva, Ksenja; Lohuaru, Tõnu; Evartson, Teet; Ubar, Raimund-Johannes Вычислительная техника : тезисы докладов
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республиканской конференции "Автоматизированное техническое проектирование электронной аппаратуры" (1–2 июня 1982
г.) 1982 / с. 144

Параллельное интерпретативное моделирование тестов для комбинационных логических схем
Puntso, T.; Ubar, Raimund-Johannes XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 134 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Персональная среда проектирование цифровых систем
Raud, Rein; Lohuaru, Tõnu; Ubar, Raimund-Johannes Автоматизация проектирования электронной аппаратуры : Межвузовский
тематический научный сборник 1989 / с. 39-43

Поиск неисправностей в цифровых схемах в режиме диалога
Ubar, Raimund-Johannes Вопросы технической диагностики : [межвузовский сборник] 1980 / с. 76-85
https://www.ester.ee/record=b4430898*est

Построение полных контролирующих тестов комбинационных схем
Ubar, Raimund-Johannes Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук
Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1982 /
lk. 418-427; ill. https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Построение тестов для дискретных систем нам простых альтернативных графах
Voolaine, Andrus; Pall, M.; Ubar, Raimund-Johannes Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции
"Методы и средства борьбы с помехами в цифровой технике" 1986 / с. 88-89

Построение тестов для неисправностей комбинационных схем на основе анализа ортогональных
дизъюнктивных нормальных форм, представляемых альтернативными графами
Matrosova, A.Yu.; Pleshkov, A.G.; Ubar, Raimund-Johannes Автоматика и телемеханика 2005 / с. 158-174 : ил
http://mi.mathnet.ru/at1333

Построение тестов для проверки операционных частей дискретных систем
Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, T.; Štraube, B.; Elst, G. Машинное проектирование электронных устройств и систем
1988 / с. 65-77

Построение тестов цыфровых схем при помощи модели Алтернативных графов
Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes Автоматика и телемеханика 1980 / с. 152-163 : илл
https://www.ester.ee/record=b1515055*est

Применение метода Монте-Карло для статистической оптимизации процессов контроля
Ubar, Raimund-Johannes; Maslennikov, V.P. Вопросы управления процессами. Ч.1 1971 / с. 129-135

Применение модели АГ для автоматизации синтеза тест-программ микропроцессорных БИС
Ubar, Raimund-Johannes Электронная техника. Серия 8, Управление качеством, стандардизация, метрология, испытания :
научно-технический сборник 1985 / с. 110-113 https://www.ester.ee/record=b2160764*est

Применение модели альтернативных графов при синтезе тестов для комбинационных схем
Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 3-13

Проектирование автоматизированных систем контроля бортового оборудования летательных аппаратов
Seleznjov, A.; Dobritsa, B.; Ubar, Raimund-Johannes 1983

Проектирование диагностических тестов для микропроцессорных БИС и систем
Einasto, N.; Ubar, Raimund-Johannes XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика.
Химия 1986 / с. 40 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Проектирование контролепригодных дискретных систем : учебное пособие
Ubar, Raimund-Johannes 1988 https://www.ester.ee/record=b1225400*est

Профессиональная среда проектирования цифровых систем
Raud, R.; Lohuaru, Tõnu; Ubar, Raimund-Johannes Автоматизация проектирования электронной аппаратуры :
межвузовский тематический научный сборник 1989 / с. 39-43

Раймунд Убар: ученые делают свое дело, политики - свое : [интервью с Р. Убаром]
Ubar, Raimund-Johannes Босс : бизнес, организаця, стратегия, системы 2012 / с. 57-58 : ил

Решение задач диагностики цифровых устройств модели альтернативных графов
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Kurilova, L.; Popova, S.; Tulina, M.; Ubar, Raimund-Johannes; Jakubovitš, M. XXV студенческая научно-техническая
конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы
докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 / с. 39 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Решение задач проектирования тестов микроэлектронных устройств при помощи АГ
Ubar, Raimund-Johannes Тезисы докл. всесоюзн. школы-семинара "Диагностика, надежность контроль" 1990 / c. 65

Синтез парных тестов комбинационных схем
Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики
1980 / с. 45-68

Синтез тестов для цифровых схем
Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes XIV областная научно-техническая конференция по системам и средствам
управления (май 1978 г.) : тезисы докладов 1978 / с. 78-79

Система автоматического тест-программ для вычислительных устройств
Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes I международная научно-техническая конференция САПР СВТ 89 :
доклады. Ленинград, 17-21 апреля 1989 г. Секция 2. Автоматизация логического проектирования СВТ. 1989 / c. 23-31

Система генерирования тестов для микропроцессоров
Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Zaugarov, Viktor; Крупнова Е.; Storožev, Sergei Proceedings of international
conference "Technical Diagnostics-93", St.-Peterburg, June 8-10, 1993 1993 / p. 87-89

Тестовая диагностика цифровых устройств : учебное пособие. II, Синтез и анализ тестов. Дешифрация
диагностических экспериментов
Ubar, Raimund-Johannes 1981 https://www.ester.ee/record=b1326795*est

Тестовое диагностирование дискретных систем на модели АГ
Ubar, Raimund-Johannes Техническая диагностика : VI всесоюзное совещание, Ростов н/Д, май 1987 г. : Тезисы докладов
1987 / с. 155

Труды по электротехнике и автоматике
Kukk, Vello; Ubar, Raimund-Johannes; Viilup, Agu; Leis, Paul; Kiitam, Andres; Min, Mart; Parve, Toomas 1978
https://www.ester.ee/record=b2191003*est

Труды по электротехнике и автоматике
Rüstern, Ennu; Sudnitsõn, Aleksander; Ubar, Raimund-Johannes; Grigorjeva, Ksenja; Plakk, Mari; Viilup, Agu; Plaks,
Toomas; Gordon, Boris; Einer, Lauri; Väljamäe, Gunnar; Seppel, Simmu; Tilk, Johan; Uutma, Toomas; Kariler, R.; Min, Mart;
Paavle, Toivo; Männama, Vello 1979 https://www.ester.ee/record=b1281890*est

Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей
Kukk, Vello; Plakk, Mari; Ubar, Raimund-Johannes; Kitsnik, Peeter; Viilup, Agu; Lohuaru, Tõnu; Jänes, Mart; Leis, Paul;
Maran, Mihkel; Jõers, Rein; Min, Mart; Parve, Toomas; Korsen, Viljo; Remmel, Ülo; Rang, Toomas; Velmre, Enn; Nurste,
Ivar; Bachverk, Aleksander; Kiitam, Andres 1977 https://www.ester.ee/record=b2190987*est

Универсальный подход к автоматизации проектирования тестов для широкого класса дискретных объектов
Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 70-92

Управление процессами диагноза логических схем
Toome, T.; Ubar, Raimund-Johannes; Evartson, Teet Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической конференции
1980 / с. 55-57 https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Управление процессом пойска дефектов в цифровых схемах содержащих счётные структуры
Viilup, Agu; Ubar, Raimund-Johannes; Evartson, Teet Межреспубликанская школа-семинар по технической диагностике, 8-
12 октября 1984 года : тезисы докладов 1984 / с. 28-32 https://www.ester.ee/record=b1237891*est

Формальный синтез тестов для микропроцессоров
Toomsalu, Arvo; Ubar, Raimund-Johannes XVII областная научно-техническая конференция по вопросам повышения
эффективности и качества систем и средств управления (май 1981 г.): Тезисы докладов 1981 / с. 111-112

Формирование тест-программ для микропроцессорных БИС при автоматическом генерировании тестов
Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 /
с. 78-87

Формулы для дедуктивного анализа тестов в синхронных последовательностных схемах

https://www.ester.ee/record=b1322629*est
https://www.ester.ee/record=b1326795*est
https://www.ester.ee/record=b2191003*est
https://www.ester.ee/record=b1281890*est
https://www.ester.ee/record=b2190987*est
https://www.ester.ee/record=b1319482*est
https://www.ester.ee/record=b1237891*est


Kitsnik, Peeter; Ubar, Raimund-Johannes Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 15-23

Электротехника и автоматика
Mägi, Harri; Velmre, Enn; Pikkov, Mihhail; Orro, S.; Rang, Toomas; Gurjanov, Boris; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman,
Boriss; Keevallik, Andres; Kasirova, Lilia; Kruus, Margus; Ellervee, Peeter; Ubar, Raimund-Johannes; Grigorjeva, Ksenja;
Kont, Toomas 1989 https://www.ester.ee/record=b1285446*est

Электротехника и автоматика
Laansoo, Ants; Ubar, Raimund-Johannes; Grigorjeva, Ksenja; Plakk, Mari; Leis, Paul; Sudnitsõn, Aleksander; Parve,
Toomas; Trumm, Tõnu; Gordon, Boris; Seppel, Simmu; Einer, Lauri; Jõers, Rein; Vendelin, Jelena; Aarna, Olav; Jõers,
Kristi; Bachverk, Aleksander; Kukk, Vello; Leppikson, Viktor; Raiend, Kullo; Ronk, Ants; Männama, Vello; Gurjanov, Boris
1980 https://www.ester.ee/record=b1264145*est

Электротехника и автоматика
Kukk, Vello; Voolaine, Andrus; Jõgi, Aksel; Pall, Martin; Ubar, Raimund-Johannes; Kitsnik, Peeter; Toomsalu, Arvo;
Grigorjeva, Ksenja; Lohuaru, Tõnu; Evartson, Teet; Božitš, V.I.; Galujev, G.A.; Sudnitsõn, Aleksander; Berkman, Boriss; Rang,
Toomas; Velmre, Enn 1982 https://www.ester.ee/record=b1328194*est

Электротехника и автоматика
Ubar, Raimund-Johannes; Kukk, Vello; Vendelin, Jelena; Leppikson, Viktor; Rüstern, Ennu; Kurm, Matti; Tiigimäe, Merike
1982 https://www.ester.ee/record=b1312243*est

Электротехника и автоматика
Rüstern, Ennu; Aarna, Olav; Rebane, Jüri; Min, Mart; Raiend, Kullo; Kiitam, Andres; Saks, Eva; Vendelin, Juhan; Leis, Paul;
Salum, Kaja; Keevallik, Andres; Kitsnik, Peeter; Sudnitsõn, Aleksander; Ubar, Raimund-Johannes; Viilup, Agu; Evartson,
Teet 1983 https://www.ester.ee/record=b1288991*est

Электротехника и автоматика
Ubar, Raimund-Johannes; Rang, Toomas; Velmre, Enn; Evartson, Teet; Voolaine, A.; Toome, Tõnis; Viilup, Agu; Sudnitsõn,
Aleksander; Berkman, Boriss; Rüstern, Ennu; Leis, Paul; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Jüris, A. 1984
https://www.ester.ee/record=b1549179*est

Электротехника и автоматика
Pikkov, Otto; Keevallik, Andres; Lausmaa, Toomas; Sudnitsõn, Aleksander; Leis, Paul; Ellervee, Peeter; Berkman, Boriss;
Alango, Villem; Kitsnik, Peeter; Kont, Toomas; Kruus, Margus; Ubar, Raimund-Johannes; Evartson, Teet; Lohuaru, Tõnu;
Räisa, O.; Toome, Tõnis; Šendrik, M.G.; Tamm, Boris, inform. 1985 https://www.ester.ee/record=b1356648*est

Электротехника и автоматика
Rüstern, Ennu; Leis, Paul; Sudnitsõn, Aleksander; Viies, Vladimir; Berkman, Boriss; Keevallik, Andres; Kruus, Margus;
Ubar, Raimund-Johannes; Alango, Villem; Kont, Toomas; Grigorjeva, Ksenja; Einasto, N.; Evartson, Teet; Gerasimtšuk,
Valeri; Mahhitko, V.P.; Šendrik, M.G.; Tamm, Boris, inform. 1986 https://www.ester.ee/record=b1296477*est

Электротехника и автоматика
Rüstern, Ennu; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman, Boriss; Tammemäe, Kalle; Alango, Villem; Kont,
Toomas; Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Štraube, B.; Elst, G.; Bombik, B.; Viies, Vladimir; Gallai, S.; Rang, Toomas;
Laansoo, Ants; Männama, Vello; Pikkov, Otto; Gurjanov, Boris; Opotski, Aleksei; Velmre, Enn 1988
https://www.ester.ee/record=b1256708*est
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